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If) encompasses or surrounds the test -piece (1). 



(57) Abstract: The invention relates 
to a device for checking or calibrating 
the angle-dependent alignment of a 
reference structure on a high-precision 
test-piece (1). The device comprises a 
plinth (2), a retainer piece (3), mounted 
such as to rotate about a retainer piece 
axis (4), for retaining the test-piece 
(1) and a measuring piece (5) with a 
measuring piece bearing unit (6), for 
the rotational mounting of the measuring 
piece (5), about a measuring piece axis 
(7). An optica] unit (8) is mounted on 
the measuring piece (5), for receiving at 
least one test-piece beam (10, 10a, 10b, 
10c, lOd), interacting with the reference 
structure on the test piece (1), running 
essentially in a measuring plane (11). 
The measuring piece bearing unit (6) is 
arranged to one side of the measuring 
plane (1 1) or on the measuring plane (1 1). 
The measuring piece (S) comprises a 
base form which is for a large part axially 
symmetrical with the measuring piece 
axis (7) and encompasses or surrounds 
the intersection of the measuring piece 
axis (7) with the retainer piece axis (4) on 
the measuring plane (11) and hence also 



fsj (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Prtifen oder Kalibrieren der winkelabhangigen Ausrichtung 
^ einer Referenzstruktur eines hochprazisen Pruflings (1). Die Vorrichtung umfasst einen Sockel (2), ein um eine Aufnahmeteil-Achse 
(4) drehbar gelagertes Aufnahmeteil (3) zur Aufnahme des 
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Priiflings (1), und ein Messteil (5) mit einer Messteil-Lagereinheit (6) zur drehbaren Lagerung des Messteils (5) urn eine Messteil- 
Achse (7). Auf dern Messteil (5) ist eine Optikeinheit (8) zum Empfangen mindestens eines mit der Referenzstruktur des Priiflings 
(1) in Wechselwirkung stehenden. Prtiflings-Strahlenbtindels (10, 10a, 10b, 10c, lOd), das im Wesentlichen in einer Messebene (11) 
verlauft, angeordnet. Die Messteil-Lagereinheit (6) ist auf einer einzigen Seite der Messebene (11) oder in der Messebene (11) ange- 
ordnet. Das Messteil (5) weist eine den Schnittpunkt der Messteil- Achse (7) mit der Aufnahmeteil-Achse (4) auf der Messebene (11) 
und somit den PrUfling (1) umgreifende oder umschliessende, in einem wesentlichen Teil zur Messteil-Achse (7) achssymmetrische 
Grundform auf. 



